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X線撮像分光衛星XRISMに搭載されるResolveは、50mKの極低温環境下で動作する 6× 6ピクセルのX線マ
イクロカロリメータを液体ヘリウムを満たしたデュワー内に内蔵する。デュワーのX線入射部には、地上での真
空保持と打ち上げ後初期の衛星内アウトガスの影響を避けるために約 3cm径のゲートバルブが設置される。ゲー
トバルブ入射部は厚さ約 300µmの Be窓とステンレスメッシュの 2つの部品から構成される。XRISM打ち上げ
後 3ヶ月ほど行われる初期観測のデータは全てゲートバルブを通して得られるため、これらのデータから科学成
果を得るにはそのX線透過率を精密に測定しておく必要がある。
我々は宇宙科学研究所 X線ビームラインにてステンレスメッシュの測定を、KEKフォトンファクトリーと広

島大学放射光科学研究センターの 2つの放射光施設にて Be窓の測定を実施した。また、透過率測定データを基
に各部品の 1.8–25.0 keVのエネルギー帯における透過率モデルを構築した。メッシュにおいては、構成元素であ
る Fe, Ni, Crの光電吸収と非弾性散乱をモデル化した。また、Be窓においては (1)Beの光電吸収と非弾性散乱の
効果, (2)微小元素 (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu)の光電吸収と非弾性散乱の効果, (3)Be結晶面に応じた Bragg散乱成分
をモデル化した。これらの透過率モデルは XRISMの初期観測データ解析に不可欠であり、キャリブレーション
データベースで公開する予定である。本講演ではゲートバルブの各要素の透過率測定とモデリング結果について
報告する。


